Синтез твёрдых растворов замещения топологического изолятора SrSn2As2 и сверхпроводника NaSn2As2 методом механоактивации
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В работе [1] получен топологический изолятор SrSn2As2, перспективный материал для спинтроники. В семействе материалов ASn2As2 существует еще один синтезированный и изученный материал NaSn2As2 проявляющий сверхпроводящие свойства с температурой перехода TC = 1,3 К [2]. Соседство двух материалов с необычными физическими свойствами в одном семействе порождает интерес к твердым растворам SrxNa1-xSn2As2, а именно к твёрдому раствору с составом, физические свойства которого близки к точке перехода материала из сверхпроводника в топологический изолятор и наоборот.
[bookmark: _Hlk191891212]В настоящей работе с помощью механоактивации и отжига были получены твёрдые растворы замещения SrxNa1-xSn2As2, где x = 0,1; 0,3; 0,5.
Синтез твёрдых растворов состоял из нескольких стадий. Первая стадия: синтез соединений NaSn2As2 (Na122) и SrSn2As2 (Sr122). Чистые элементы Sn (99,99%) и As (99,999%) в соотношении 1:1 загружали в кварцевую ампулу и отжигали при температуре 620 °C. Затем полученное соединение SnAs смешивали с металлическим Sr (99,99%) для синтеза Sr122 в отношении 2:1 и размалывали в вибрационной мельнице, после чего смесь прессовали в таблетки и отжигали в кварцевой ампуле в течении 72 часов. Тем же способом синтезировали Na122. На второй стадии синтеза полученные соединения Sr122 и Na122 смешивали в соотношении x:(1-x), размалывали в вибрационной мельнице, прессовали в таблетки и отжигали при температуре 500 °C в течении 48 часов.
Фазовый состав был подтвержден методом порошковой рентгеновской дифракцией, а параметры ячейки кристаллической решетки уточнены методом Ритвельда с использованием программного пакета Jana2020 (рис.1). 
[image: ]
Рис. 1. Уточненная методом Ритвельда дифрактограммы твердых растворов
SrxNa1-xSn2As2 в программе Jana2006
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